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Innovative Messtechnik in hochster Qualitat
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Wissen, Kompetenz, Erfahrung

Nach diesem Grundsatz entwickelt man bei FISCHER
seit 1953 innovative Messtechnik fir die Schichtdicken-
messung, Materialanalyse, Nanoindentation bestim-
mung und Werkstoffprifung. Messtechnik von FISCHER
ist heute Uberall auf der Welt im Einsatz, wo Richtigkeit,
Prazision und Zuverlassigkeit gefordert sind.

Forschung und Entwicklung

Der Anspruch, technisch fihrende Produkte zu bauen,
erklart den starken Fokus auf Forschung und Entwick-
lung. Alle FISCHER-Produkte werden in Deutschland
entwickelt und gefertigt. Dabei kooperiert FISCHER eng
mit Universitaten und Forschungsinstituten.

Am Standort Deutschland arbeiten Gber 20 Prozent
der Beschaftigten in der Forschung und Entwicklung.
Hochqualifizierte Ingenieure und Wissenschaftler, spezi-
alisiert auf Physik, Chemie, Elekironik, Ingenieurswesen
und Informatik, entwickeln laufend neue, innovative
Produkte und Verfahren.
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Wissen, Kompetenz, Erfahrung

Produktionsstandort Deutschland

Um dem hohen Qualitétsanspruch an die Produkte
gerecht zu werden, hat FISCHER eine sehr hohe inner-
betriebliche Fertigungstiefe. In den Produktionsstdtten
arbeiten hochqualifizierte Mitarbeiter an moderns-
ten Maschinen. ,Made in Germany” ist ein wichtiger
Bestandteil der FISCHER-Philosophie. Das Qualitatsbe-
wuBtsein ist so ausgepragt, dass auch kleinste, schein-
bar unwichtige Details Beachtung finden.

Produkispektrum

Das Produktsortiment von FISCHER umfasst ein breites
Spektrum an Mess- und Analysegerdten fir die unter-
schiedlichsten Anwendungen und Industrien. Dabei
kommen die jeweils passenden Messverfahren zum Ein-
satz, fir ein richtiges Ergebnis mit optimaler Prazision.

Ob magnetinduktiv oder mit Wirbelstrom, coulomet-
risch, per Nanoindentation oder Réntgenfluoreszenz
— FISCHER hat die richtige Technologie.

Weltweit vertrauen Industrie, Forschung und Wissen-
schaft auf die Zuverlassigkeit und Genauigkeit der
Gerdte. Dieser Verantwortung stellt sich FISCHER mit
einer konsequenten Entwicklungs- und Qualitatsstrate-
gie fir moderne Messsysteme und innovative Software.
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Schichtdickenmessung und Werkstoffprifung

Ob lackiert oder galvanisiert, auf magnetischem
oder nichtmagnetischem Material — im grof3en Pro-
duktspektrum von FISCHER finden Sie vom handli-
chen Taschengerét bis hin zum leistungsstarken und
komfortablen Handgerdt das passende Messgerat fir
die prézise, mobile Schichtdickenmessung.

Die stationdren und vernetzbaren Multi-Mess-Systeme
sind durch ihre Modulbauweise Gusserst vielseitig und
neben der Messung von Schichtdicken auch fir die
Werkstoffprifung geeignet.

Unterschiedliche Applikationen und wechselnde Grund-
werkstoffe2 Mit FISCHER-Gerdten und der zur jeweiligen
Aufgabe passenden Sonde sind Sie bestens gerUstet.

FISCHER DataCenter Software

Mit der FISCHER DataCenter Software wird die Funk-
tionalitat der FISCHER Handgerdte erheblich erweitert.
Einfach und schnell kdnnen Messwerte auf den PC

Ubertragen und dort verwaltet und archiviert werden.
Vielseitige Auswerte- und Statistikfunktionen wie z.B.
Histogramm, Summenhaufigkeit etc. und diverse grafi-
sche und tabellarische Darstellungsformen stehen zur
Verfigung. Mit der DataCenter Software lassen sich
individuelle Berichte generieren und mit eigenen Logos,
Bildern und Grafiken oder auf Basis eingescannter For-
mulare gestalten.
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Klein, leicht, handlich und robust — die Gerdte der MPO-
und MPOR-Baureihen messen Schichtdicken einfach,
schnell, zerstérungsfrei und mit der gewohnten Prézision
von FISCHER. Mit ihrem hinterleuchteten Grafik-Display
plus zusétzlichem Display an der Gerateoberseite sowie
dem verschleififesten Sondenpol sind die kompakten
Gerate der ideale Begleiter fir den Vor-Ort-Einsatz.
Geometrie und Permeabilitat des Prifteils haben dabei
einen vergleichsweise geringen Einfluss auf die Mess-
ergebnisse. Zudem verfigen die Geréte bei nicht mag-
netischen Grundwerkstoffen ber eine hochprdzise, bei
Helmut Fischer entwickelte, Leitféhigkeitskompensation.
Ob glatte oder raue Oberfléchen, selbst dinne Schich-
ten lassen sich hochprézise messen.

Die Gerdte arbeiten entweder nach dem magnetin-
duktiven Messverfahren (PERMASCOPE), dem Wir-
belstromverfahren (ISOSCOPE) oder beinhalten beide
Messprinzipien (DUALSCOPE). Ob Aluminium oder
Eisen, der Grundwerkstoff wird vom Messsystem auto-
matisch erkannt und das geeignete Messverfahren aus-
gewdhlt.

PERMASCOPE® MPO mit integrierter Sonde zur Schicht-
dickenmessung auf Stahl und Eisen.

DUALSCOPE® MPO mit integrierter Sonde zur Schicht-
dickenmessung auf praktisch allen metallischen Grund-
werkstoffen.

Container: Korrosionsschutzschichten

auf Aluminium

Fassadenteile: anodisierte Schicht

Uber den Leistungsumfang der MPO-Gerdte hinaus
verfigen die Gerdte der MPOR-Familie Uber ein dreh-
bares Grafik-Display, Speicherplatz fir 10.000 Ein-
zelmesswerte und spezielle Messmodi zur Messung
von Korrosionsschutzschichten geméf3 IMO PSPC und
SSPC-PA2 Messvorschriften. Per USB-Schnittstelle kon-
nen die Gerdte an einen PC angeschlossen und die
Messwerte mittels der komfortablen FISCHER DataCen-
ter Software ausgewertet und protokolliert werden. Mit
den FP-Modellen mit fest angeschlossener Kabelsonde
lassen sich Messung auch an schwer zugénglichen
Stellen und bei unterschiedlichen Prifteil-Geometrien
einfach und prézise durchfihren.

PERMASCOPE® MPOR und MPOR-FP mit integrierter
Sonde bzw. Kabelsonde zur Schichtdickenmessung auf
Stahl und Eisen.

DUALSCOPE® MPOR und MPOR-FP mit integrierter Sonde
bzw. Kabelsonde zur Schichtdickenmessung auf prak-
tisch allen metallischen Grundwerkstoffen.

ISOSCOPE® MPOR mit integrierter Sonde speziell fir die
hochprézise Messung dinner Schichten auf praktisch
allen Nichteisen-Metallen.

DUALSCOPE® MPORH-FP mit Kabelsonde speziell fir
die Messung dicker Metall- oder Schutzschichten auf
Stahl und Eisen.

Messung von Korrosionsschutzschich-
ten in raven Umgebungen
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Die robusten und modernen Handmessgerate der DMP-
Familie finden ihren Einsatz in zahlreichen Branchen fir
nahezu jede Messanforderung. Die Gerdte sind dank
wechselbarer Sonde duflerst flexibel fir die zerstérungs-
freie Schichtdickenmessung geeignet und ideal fir die
Qualitatskontrolle.

Nach dem Baukastenprinzip kann ganz individuell das
fir die jeweilige Messaufgabe passende Messsystem
zusammengestellt werden. Dafir stehen neben unter-
schiedlich ausgestatteten Messgerdten auch eine Viel-
zahl an hochprazisen Sonden zur Verfigung. Zusatzlich
ist jedes DMP-Gerdt mit der intuitiven Software Tactile
Suite ausgestattet, welche sich durch einfachsten Daten-
transfer, umfangreiche Auswertungsméglichkeiten sowie
bequemen Datenexport auszeichnet.

Folgende Modelle stehen Ihnen zur Auswahl:

- DELTASCOPE® DMP10 und DMP30 zur Schichtdicken-
messung auf Stahl und Eisen mit dem magnetinduktiven
Messverfahren.

- ISOSCOPE® DMP10 und DMP30 fir die Messung von
elektrisch isolierenden Schichten auf praktisch allen
Nichteisen-Metallen mit dem Wirbelstromverfahren.

- DUALSCOPE® DMP20 und DMP40 zur Messung der
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Eloxale Schichten
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Schichtdicke auf praktisch allen metallischen Grund-
werkstoffen mit dem magnetinduktiven Verfahren oder
dem Wirbelstromverfahren.

Teil der DMP-Gerdteserie sind auch das FERITSCOPE®
DMP30 zur prazisen Messung des Ferritgehaltes sowie
das SR-SCOPE® DMP30 zur zuverlassigen Messung der
Kupferdicke auf Leiterplatten.

Alle DMP-Gerdte verfigen iber ein robustes Vollalu-
miniumgehduse mit IP64, Soft Bumper gegen Stirze,
Display mit Gorilla Glas, Grenzwertiberwachung via
Licht und Ton, Datentransfer iiber USB-C sowie einen
wechselbaren und schnell aufladbaren Akku.

Die Basismodelle DMP10 und DMP20 haben einen
Speicher von bis zu 10.000 Messwerten in einer Mes-
saufgabe. Dank der USB-C Schnittstelle kénnen die
aufgenommenen Messwerte mit der Tactile Suite Gber-
tragen und am PC ausgewertet und exportiert werden.

Die Komfortmodelle DMP30 und DMP40 verfigen iber
einen grofBeren Speicherplatz von bis zu 250.000
Messwerten in 2.500 Applikationen, zusatzliche Grenz-
wertiberwachung via Vibration sowie Datenibertra-
gung per USB-C oder Bluetooth.

49,8
T

Tactile Suite

Produktiibersicht



Mit dem DUALSCOPE® FMP100 steht ein besonders
leistungsféhiges und bedienerfreundliches Messgerét
fir die vielseitige Schichtdickenmessung zur Verfigung.
Mit dem magnetinduktiven und dem Wirbelstrom-Mess-
verfahren sowie einer grof3en Auswahl an hochprézisen
Sonden ist dieses Gerdt pradestiniert fir anspruchsvol-
le und haufig wechselnde Messaufgaben. Ausgestat-
tet mit Windows™ CE Betriebssystem mit grafischer
Bedienoberfléche, hochaufldsendem Touchscreen-Dis-
play, groBem Speicher fir mehrere tausend Messauf-
gaben und umfangreichen Auswerte- und Statistikfunk-
tionen ist es die perfekte Losung fir die professionelle
Schichtdickenmessung. Ob Automotive, Galvanik oder
Eloxal, schwerer Korrosionsschutz oder feinste Schich-
ten, dieses Gerdt erfillt Gberall hchste Anspriiche an
Prazision und Richtigkeit.

Das DUALSCOPE® H FMP150 ist zusatzlich mit dem
magnetischen Messverfahren ausgestattet und bietet
damit die Méglichkeit, auch dicke nichtmagnetische,
aber leitféhige Schichten auf Eisen und Stahl sowie
Nickelschichten auf Buntmetallen prézise zu messen.

Lackschichtdickenmessung auf Stahl

Messung mit Stativ auf
gekrimmten Eloxalteilen

Mit der optional erhéltlichen Prifplan-Software FISCHER
DataCenter IP (Inspection Plan) kénnen individuelle
Prifplane am PC erstellt und auf das Messgerat gela-
den werden. Der Bediener wird am Messgerét Schritt
fir Schritt durch den Messablauf des Prifplans gefihrt
und dabei durch hinterlegte Bilder, Skizzen und tech-
nische Zeichnungen visuell unterstiitzt. Nach erfolgter
Messwertaufnahme werden die Daten zuriick auf den
PC gespielt und dort komfortabel und umfassend ausge-
wertet und protokolliert, wéhrend das Messgerét schon
wieder fir neue Messungen eingesetzt werden kann.
Die Messgerdte FMP100 und FMP150 werden dadurch

zu multifunktionalen Datenterminals.

Lackschichtdickenmessung mit der
Dual-Sonde FD13H
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MMS® INSPECTION DFT, SPG UND DPM
Entwickelt von Anti-Korrosionsexperten, iberzeugen
die drei Gerate durch Robustheit, Benutzerfreundlich-
keit und Leistung. Alle geforderten Messaufgaben im
schweren Korrosionsschutz werden schnell und zuverlés-
sig gelost. Das DFT ist das Handgerdt fir die einfache
Schichtdickenmessung auf Stahl und Nichteisenme-
tallen. Das DPM mit integrierter Messsonde dient der
Messung und Aufzeichnung der fir Beschichtungspro-
zesse relevanten Klimaparameter. Das SPG Uberprift
im Handumdrehen das Oberfléachenprofil. Alle Gerate
sind in einem Korrosionskit erhaltlich.

Die Gerdte der MMS® Inspection Serie lassen sich opti-
mal an persénliche Bedirfnisse anpassen. So kann
der Anwender zwischen mehreren Sprachen wah-
len. Das Gleiche gilt fir weitere Einstellungen im
Konfigurationsmeni. Etwa, ob das Gerdt jede Mes-
sung optisch, akustisch oder per Vibration quit-
tiert. Auch im Bereich der statistischen Auswertung
kénnen eigene Praferenzen festgelegt werden.

MMS® INSPECTION DFT: Messungen
von dicken Schichten

Produktiibersicht



PHASCOPE® PMP10

Das PMP10 wird vor allem in der Galvanik und Leiter-
plattenindustrie zur Qualitatskontrolle von Metallbe-
schichtungen auf unterschiedlichen Grundwerkstoffen
eingesetzt. Es ist vor allem fir die Messung der Schicht-
dicke von Nickel, Zink oder Kupfer auf Stahl geeignet,
auch bei grofier Rauigkeit. Zudem kann die Kupfer-
Schichtdicke auf Leiterplatten und in deren Bohrungen
prazise gemessen werden.

Das PMP10 Duplex wurde speziell fir die Automobilin-
dustrie zur Messung von Duplex-Beschichtungen (Lack/
Zink auf Stahl) entwickelt. Die Messwerte werden in
einem Messvorgang erfasst und separat angezeigt.
Zudem kénnen Lackschichten auf Aluminium gemessen
werden.

COULOSCOPE® CMS2 STEP: Cr/Ni/
Cu/ABS

COULOSCOPE® CMS2

CMS2-Gerate messen hochgenau und schnell nahe-

zu alle metallischen Schichten - speziell auch Mehr-
fachschichten — auf beliebigen Grundwerkstoffen. Sie
arbeiten nach dem coulometrischen Verfahren durch
Schichtablésung. Durch ihre einfache Handhabung
und meniigestiitzte Bedienerfihrung sind sie bestens fir
den Einsatz zur Produktionsiberwachung in Galvaniken
oder zur Eingangskontrolle an fertigen Teilen geeignet.

Das CMS2 STEP wird zur normgerechten STEPTest-Mes-
sung von Einzelschichten und Potenzialdifferenzen ein-
gesetzt, z.B. bei der Qualitatskontrolle von Mehrfach-
Nickelschichten.

STEPTest (Simultaneous Thickness and Electrochemi-
cal Potential determination) ist eine Messmethode zur
gleichzeitigen Bestimmung der Einzelschichtdicken und
der elektrochemischen Potenzialdifferenzen zwischen
den einzelnen Schichten eines Nickelschichtsystems.
Es verfigt Gber LAN- und USB-Anschliisse zur Integration
in automatisierte Fertigungsprozesse. Zudem kann es
mit bis zu acht parallel messenden Sonden ausgestattet
werden.

Messung der Kupferschichtdicke
auf Leiterplatten

SCHICHTDICKE
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FISCHERSCOPE® MMS® PC2

Das stationdre Multi-Mess-System mit integriertem Win-
dows™ und Netzwerkfahigkeit ist sowohl fir die zersto-
rungsfreie und hochprézise Schichtdickenmessung als
auch fir die Werkstoffprifung einsetzbar.

Es verfigt Gber LAN- und USB-Anschliisse zur Integration
in automatisierte Fertigungsprozesse. Zudem kann es
mit bis zu acht parallel messenden Sonden ausgestattet
werden.

Das MMS PC2 kann jederzeit nachgeristet und erwei-
tert werden. Hierzu steht eine Vielzahl an Modulen und
Sonden zur Wahl. Je nach Aufgabengebiet kommen
unterschiedliche Messmethoden wie das Wirbelstrom-
Verfahren, das magnetische oder magnetinduktive Ver-
fahren oder das elekirische Widerstandsverfahren zum
Einsatz. Schichtdicken beinahe aller Materialien auf
Metallen sowie metallische Schichten auf elekirisch
nicht leitenden Materialien sind damit messbar. Auch
die elektrische Leitfdhigkeit von Nichteisenmetallen und
der Ferritgehalt in austenitischen oder Duplex-Stahlen
kdnnen bestimmt werden.

Ausgestattet mit den zur jeweiligen Messaufgabe pas-
senden Modulen ist das MMS PC2 vielseitig einsetz-
bar, im Wareneingang, in der Endkontrolle oder in
der Produktion. Es bietet umfangreiche Darstellungen
der Messwerte sowie die FISCHER Software fir eine
kontinuierliche Qualitéts- und Prozessiberwachung.
Automatisierte Messabldufe sind einfach zu realisieren,
da ein motorisches Stativ oder ein XY-Messtisch direkt
ansteverbar sind oder das Messsystem Gber I/O-Modul
in automatisierte Fertigungsprozesse eingebunden wer-
den kann.

Riickseite des MMS PC2. Acht Modul-
plétze sind verfigbar.

10
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Je nach Anwendung bestiicken Sie Ihr FISCHERSCOPE® MMS® PC2 mit den folgenden Modulen.

Anwendungen Modulkarten Messmethode
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Schichtdickenmessung - Elekiromagnetische Messmethoden
Wirbelstrom-
Elektrisch nicht leitende Schichten auf Nichteisenmetallen v v Messmethode
DIN EN ISO 2360
Elektrisch nicht leitende Schichten auf ferromagnetischen Magnetinduktive
) v Messmethode
Grundwerkstoffen (Stahl oder Eisen) DIN EN ISO 2178
Magnetinduktive
Messmethode
Duplex-Schichten im schweren Korossionsschutz v DIN EN ISO 2178
(Zinkdicken = 70 pm) Wirbelstrom-
Messmethode
DIN EN ISO 2360
SCHICHTDICKE
Magnetinduktive
Messmethode
Korrosionsschutzschichten v DIN EN ISO 2178
(Zinkdicken ca. 5 — 20 pm) Phasensensitive

Wirbelstrommethode
DIN EN ISO 21968

WERKSTOFFPRUFUNG
Schichten aus Cu, Zn, Ni auf ferromagnetischen Grundwerk- v
stoffen (Stahl oder Eisen)
Metallschichten mit hoher elektrischer Leitféhigkeit auf v

Grundwerkstoffen niedriger Leitféhigkeit (z.B. Cu/Ms) Phasensensitive

Wirbelstrommethode
Einzeldicken eines Lack/Zink- Schichtsystems (Duplex-Schicht) DIN EN1SO 21968
auf Feinblechen in einem Messvorgang (Zinkdicken 5 — 20 pm)

Kupfer auf Leiterplattenmaterial (Cu/Iso) v

Phasensensitive
Kupferschichten in Leiterplattenbohrungen v Wirbelstrommethode

DIN EN ISO 21968

Galvanische Nickelschichten auf Nichteisenmetallen oder v
elektrisch nicht leitendem Grundwerkstoff

Magnetische Methode

(DIN EN ISO 2178)
Nicht magnetisierbare dicke Schichten im mm-Bereich (Cu, Al v
Pb) auf ferromagnetischen Grundwerkstoffen (Stahl oder Eisen)
ool . . . Elekirische

K.upfersch|chfd|ck.e auf Laminaten od?r Multilayern, ohne jeden v | v | Widerstandsmethode
Einfluss darunter liegender Kupferschichten DIN EN 14571

Grundwerkstoff Nichteisenmetalle
Grundwerkstoff Leiterplattenmaterial
Ferromagnetische Grundwerkstoffe

Nichteisenmetalle und elektrisch nicht leitende Grundwerkstoffe



Schichtdickenmessung und Materialanalyse

Ob hochprazise Schichtdickenmessung oder exakte
Materialanalyse, im breiten Sortiment der FISCHER Ront-
genfluoreszenz-Messsysteme gibt es fir jeden Einsatz-
zweck das optimale Messgerdt. In der FISCHERSCOPE
X-RAY Produktlinie stecken neben vielen Innovationen
und Patenten iber 30 Jahre Erfahrung und sténdige
Weiterentwicklung.

Die Bestimmung von Einfach- oder Mehrfachschichten

auf kleinsten Strukturen und grofien Teilen, die Spuren-
analyse nach RoHS, die Prifung von Schmuck und Gold
oder die Inline-Messung in der laufenden Fertigung —

FISCHERSCOPE X-RAY Gerdte leisten das. Im Labor
und in der Industrie.

Und die stevernde Intelligenz dieser Messgeréte heif3t
WinFTM®. Sie macht die Bedienung einfach und setzt
Maf3stébe in Funktionsvielfalt und Prézision.

12
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FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®

Die einfach zu bedienenden Réntgenfluoreszenz-Mess-
systeme der XAN-Serie sind ideal fir die Materialana-
lyse in Handel und Produktion, Forschung und Entwick-
lung.

Fur die Gold- und Schmuckindustrie sind speziell opti-
mierte XAN-Gerdte mit Proportionalz&hlrohr-Detektor
erhéltlich, die auf die Anforderungen dieser Branche
ausgerichtet sind. Mit ihnen kénnen Schmuckstiicke
zerstérungsfrei und schnell auf ihre Echtheit hin unter-
sucht und der Goldgehalt exakt bestimmt werden. Auch
detaillierte Analysen von Gold- und Edelmetalllegierun-
gen sind einfach durchfihrbar.

Ausgestattet mit einem Silizium-Drift-Detektor kénnen mit
dem XAN 250 dinne Schichten, komplexe Legierungen
und die Zusammensetzung von Pulvern, Flissigkeiten
und Stduben analysiert werden. Es wird in Laboren und
Prifanstalten sowie in Scheideanstalten und beim Zoll
eingesetzt. Durch die sehr gute Wiederholprézision
des Gerdts kénnen mit der Kuppelation vergleichbare
Genauigkeiten erreicht werden.

Goldschmuck

GOLDSCOPE SD®
Fischer bietet lhnen mit der neuen GOLDSCOPE SD®
Familie eine mafBgeschneiderte Lsung fir die zersts-

rungsfreie Prifung von Gold und Edelmetallen. Die
Hard- und Software der robusten Réntgenfluoreszenz-
Gerdte ist speziell auf die Anforderungen der Schmuck-
und Gold-Branche abgestimmt. Ihr Vorteil: ein unschlag-
bares Preis-Leistungs-Verhdltnis. Denn Sie kaufen mit
dem GOLDSCOPE nur, was Sie wirklich zur Prifung von
Gold, Schmuck und Edelmetallen benétigen.

Alle GOLDSCOPE Gerdte iGberzeugen mit gewohnter
Fischer-Prézision und sind mit der Software WinFTM®
ausgestattet. Hier sind die wichtigsten Messaufgaben
rund um die Prifung von Gold und Edelmetallen hinter-
legt. Je nach Anforderung lhrer Applikation finden Sie
in der GOLDSCOPE Familie das passende Gerdt mit
Silizium-PIN- oder Silizium-Drift-Detektor, wechselbaren
Blenden sowie kleiner oder grofier Messkammer.

Bestimmung des Goldgehalts

SCHICHTDICKE
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MATERIALANALYSE

FISCHERSCOPE® X-RAY XUL® und XULM®

Die Modelle der XUL-Baureihe sind kompakte Réntgen-
fluoreszenz-Messsysteme zur Schichtdickenmessung
und Materialanalyse. Durch die Anordnung von Rént-
genquelle und Detektor unterhalb der Messkammer
lassen sich die zu messenden Gegenstande schnell und
einfach direkt auf der Auflage positionieren.

Die XUL-Gerdte verfiigen trotz kompakter Abmessungen
Uber eine groBvolumige Messkammer, so dass auch
groBere Teile gemessen werden kdnnen. Sie eignen sich
besonders fiir die Messung an galvanisch beschichteten
Teilen wie Schrauben, Bolzen oder Muttern oder fiir
dekorative Beschichtungen. Auch der Metallgehalt von
Galvanikbadern kann schnell und einfach analysiert
werden.

Fir die Messung an kleinen Strukturen kommt das XULM
zum Einsatz. Es ist mit einer Mikrofokusrohre ausgestat-
tet und verfigt Uber automatisch wechselbare Blenden
und Mehrfachfilter. Dadurch eignet es sich besonders
fir die Messung an filigranen Teilen wie Steckern, Kon-
takten und Drahten, aber auch fir manuelle Messungen
an Leiterplatten, wofir sogar spezielle PCB-Geréte mit
erweiterter Probenauflage verfigbar sind.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDL® und XDLM®

Die Gerdte der XDL-Serie sind mit Proportionalzéhlrohr
Detekfor ausgeristet und werden in der Qualitgtssiche
rung, der Wareneingangskontrolle und in der Ferti:
gungsiberwachung eingesetzt. Durch die gut zugang

liche Messkammer eignen sie sich auch fir grofie Prif-
teile mit komplexen Geometrien. Die XDL-Gerdate kdnnen
mit einfacher Auflage oder verschiedenen XYTischen
und Z-Achse ausgeristet werden und sind so auch fir
die automatisierte Serienprifungen einsetzbar.

Typische Anwendungen sind die Messung galvanischer
Beschichtungen sowie funktioneller Schichten in der
Elektronik- und Halbleiterindustrie. Auch Korrosions-
schutzschichten und dekorative Schichten wie Chrom
auf Nickel/Kupfer lassen sich mit den XDL-Geréten
schnell und prazise bestimmen. Zudem kann die Zusam-
mensetzung galvanischer Bader analysiert werden.

Das XDLM mit Mikrofokusréhre ist ideal fir die Messung
an sehr kleinen Strukturen wie z.B. Beschichtungen auf
Steckkontakten und anderen Elektronikbauteilen.

o
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Korrosionsschutz: Zn/Fe

Duschkopf: Cr/Ni/Cu/ABS Leiterplatten: Au/Ni/Cu/PCB Steckkontakte: Au/Ni/CuSné
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FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL®

Die XDAL-Messsysteme mit Silizium-PIN-Detektor und
Mikrofokusréhre liefern zuverldssige Analyseergebnisse
und Schichtdickenwerte, auch bei kleinen Konzentro-
tionen und dinnen Schichten. Sie werden sowohl in
der Wareneingangskontrolle, in der Fertigungsiber-
wachung als auch in Forschung und Entwicklung einge-
setzt. XDAL-Gerdte sind mit wechselbaren Blenden und
Filtlern sowie mit einem schnellen, programmierbaren
XYTisch ausgeristet. Damit kénnen definierte Messpo-
sitionen automatisch angefahren und Serienmessungen
automatisiert durchgefihrt werden.

Typische Anwendungen fir das XDAL sind die Analyse
von Hartstoffbeschichtungen z.B. an Bohrern und Fréser,
Materialanalysen von Legierungen und die Messung
sehr dinner Schichten in der Elektronik- und Halblei-
terindustrie . Auch ,high reliability”-Untersuchungen in
der Luft- und Raumfahrttechnik oder die Kontrolle der
Einhaltung der RoHS-Norm bei Elekironikprodukten sind
mit dem XDAL méglich. Dabei wird z.B. der Bleigehalt
in Létzinnschichten bestimmt.

HSS-Bohrer: TiN/Fe

Bestiickte Leiterplatte: Bleifreiheit

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD
Das XDV-SDD st fir hochste Anforderungen in der
Schichtdickenmessung und Materialanalyse konzipiert.

Mit seinem modernen Silizium-Drift-Detektor eignet es
sich speziell fir die zerstérungsfreie Bestimmung weni-
ger Nanometer dinner Schichten und fir die prazise
Spurenanalyse. Es ist ideal fir die Messung an Leiter-
platten und Elekironikbauteilen nach RoHS- und WEEE-
Anforderungen, fir die Bestimmung komplexer Mehr-
schichtsysteme sowie fir die Messung galvanischer
oder aufgedampfter Schichten in der Elektronik- und
Halbleiterindustrie. Auch der Phosphorgehalt in Che-
misch-Nickel-Schichten l&sst sich mit dem XDV-SDD

bestimmen.

Um fiir jede Messung optimale Anregungsbedingungen
zu schaffen, verfigt das XDV-SDD iber elekirisch wech-
selbare Blenden und 6 Primarfilter. Es ist universell ein-
setzbar und durch den schnellen, programmierbaren
XY-Messtisch auch fir automatisierte Messungen z.B.
in der Qualitatskontrolle geeignet.

Passivierungsschichten: Cr/Zn/Fe

SCHICHTDICKE
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Steckkontakte: Au/Ni/CuSné
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Draht: Sn/Cu
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FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-p

Das XDV-p ist mit einer innovativen Polykapillar-Rént-
genoptik zur Fokussierung der Réntgenstrahlen aus-
gerustet, wodurch sehr kleine Messflecke bei zugleich
hoher Anregungsintensitét realisiert werden kdnnen.
Damit ist das XDV-p besonders fir die Messung diinner
Schichten und fir die Analyse an Strukturen kleiner
100 pm geeignet. Der Silizium-Drift-Detektor garantiert
dabei eine hohe Genauigkeit der Analyse sowie eine
gute Nachweisempfindlichkeit. Durch die hochauflé-
sende Videooptik ist eine sichere Positionierung und
gestochen scharfe Darstellung selbst kleinster Messstel-
len méglich.

Das XDV-p ist ideal fir die hochprézise Messung von
Schichtsystemen auf Leiterplatten, Leadframes, dinnen
Drahten und Wafern sowie fir die Materialanalyse
an kleinen Strukturen und Bauteilen in der Elektronik-
und Halbleiterindustrie. Es wird hauptséchlich fir For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben im Labor, aber
auch fir die Prozessqualifizierung und Qualitatssiche-
rung sowie in der Fertigungsiberwachung eingesetzt.

Das Gerdat ist in Ausfihrungen mafigeschneidert fir

die Messung auf Leiterplatten, Lead Frames und Wafer
erhaltlich.

frsivererereiii iR

Leadframe: Au/Pd/Ni/CuFe

Messbox

FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®500
Das FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®500 ist so vielseitig

wie kein anderes Réntgenfluoreszenzsystem. Als Hand-

gerdt eignet es sich perfekt dazu, die Beschichtung von
sperrigen Teilen wie Flugzeugkomponenten, Rohren
oder Turbinenschaufeln direkt in der Produktion zu kont-
rollieren. XAN®500 ist jedoch nicht nur ein Messsystem
fir groBBe Teile. Dank der optional erhdltlichen Messbox
verwandelt sich das Modell mit wenigen Handgriffen
in ein Tischgerat.

Trotz geringer Grof3e steht das FISCHERSCOPE® X-RAY
XAN®500 den Laborgerdten in nichts nach. Der moder-
ne Silizium-Drift-Detektor garantiert richtige Messergeb-
nisse bei Messzeiten von wenigen Sekunden. Selbst
komplexe Messaufgaben mit Mehrfachschichten las-
sen sich zuverl@ssig 6sen. Der Clou: Das kompakte
Gerdt erkennt parallel Dicke und Zusammensetzung
der Schicht in nur einer Messung.

& o
&

Messzelle
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Automatisierte Messsysteme

FISCHERSCOPE® X-RAY fiir die Inline-Messung

Diese Rontgenfluoreszenz-Messsysteme fir die kon-
tinuierliche Schichtdickenmessung und -analyse sind
speziell auf die Qualitétskontrolle im laufenden Ferti-
gungsprozess ausgerichtet.

FISCHERSCOPE® X-RAY 4000

Ausgestattet mit einer schnellen Verfahreinrichtung ist
diese Baureihe ideal, wenn an mehreren Positionen
gemessen werden soll, oder der Messkopf automatisch
und prézise nachgefihrt werden muss.

Die FISCHERSCOPE X-RAY 4000 werden hauptsachlich
in der Bandgalvanik fir die Messung auf Massen- und
Stanzteilen eingesetzt, aber auch heifverzinnte Bander
und Metallbeschichtungen auf Folien kénnen wahrend
der Produktion prazise gemessen werden.

Sensorkontakte: Au/Ni/CuFe

FISCHERSCOPE® X-RAY 5000

Diese Baureihe ist als Flansch-Messkopf speziell fir die
Integration in Fertigungsanlagen konzipiert. Sie ermdg-
licht die kontinuierliche zerstérungsfreie Inline-Analyse
von Legierungen und die Messung dinnster Schichten
und Schichtsysteme auf groBfléchigen Produkten direkt
im laufenden Fertigungsprozess. Mittels eines gekihlten
Standardflansches ist die Ankopplung an Vakuumkam-
mern mdglich, wobei durch den integrierten Kihlkreis-
lauf auch bei hohen Substrattemperaturen gemessen
werden kann.

Die FISCHERSCOPE X-RAY 5000 bestimmen z.B. in
der Photovoltaik-Industrie die Dicke und Zusammenset-
zung von CIGS-, CIS- oder CdTe-Schichten auf unter-
schiedlichen Grundwerkstoffen wie Glas, Metall oder
Kunststoff. Zudem werden sie fir die Analyse diinner
Schichten auf Metallbéndern und Folien sowie fir die
Prozessiberwachung von Sputter- und Galvanikanlagen
eingesetzt.

Vollband: Au/Ni/CuSné

SCHICHTDICKE

MATERIALANALYSE

CIGS: CulnGaSe/Mo/Folie
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FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-p SEMI

Die fir Qualitatskontrolle in der Halbleiterindustrie kon-
zipierte FISCHERSCOPE® XDV®-p SEMI Reihe zeichnet
sich durch ihr Wafer-Handling aus. Der Manipulator ent-
nimmt die Wafer den FOUP- oder SMIF-Boxen und posi-
tioniert sie prézise im gekapselten Messraum. Die Mes-
sung erfolgt automatisch. Dank Bilderkennung werden
die vorgegebenen Messpositionen sicher angesteuert.

Die Analyse von so winzigen Strukturen wie Solder
Bumps und Kontakiflachen erfordert kleinste Messfle-
cke. Deshalb sind XDV®-p SEMI Systeme Gerdte mit
Polykapillaroptiken ausgestattet. Diese bindelt die Ront-
genstrahlung auf einen Messfleck von nur 10 — 20 pm
FWHM. Daher erlaubt ein XDV®-p SEMI System eine-
wesentlich genauvere Charakterisierung der einzelnen
Mikrostrukturen als herkdmmliche Gerdte.

FISCHERSCOPE® MMS® Automation

Die Basis fir die automatisierte Qualitatskontrol-
le bildet fir viele Anwendungen das Mess-System
FISCHERSCOPE® MMS® Automation. Durch die modu-
lare Bauweise ldsst sich das FISCHERSCOPE® MMS®
Automation speziell an lhre Bedirfnisse anpassen und
jederzeit erweitern. Es besteht aus drei Hauptteilen:
Sonden, Modulen und einer Kontrolleinheit. Die Mess-
werterfassung erfolgt mit Sonden, die zum Beispiel an
einen Roboterarm oder in einer Messstation montiert
werden. Die Sondensignale werden an das MMS®-
Modul Gbermittelt. Bis zu 4 Module bilden das Herz
des Systems: Sie bestimmen, welche Messmethode ver-
wendet wird. Von hier aus gelangen die digitalisierten
Signale zur Kontrolleinheit. Diese wird im Schaltschrank
montiert und ist fir die Uberwachung der Messung
zustandig. Die Kontrolleinheit kommuniziert Uber eine
PROFINET-Schnittstelle mit Gbergeordneten Einheiten.

Wafer mit bis zu 300 mm Durchmesser

18
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FISCHERSCOPE® PCB Automation

Mit FISCHERSCOPE® PCB Automation hat Fischer eine
automatisierte Messzelle fir das Zeitalter der Industrie
4.0 entwickelt. Das Herzstiick einer solchen Messzelle

ist ein hochprazises FISCHERSCOPE® X-RAY-System.

Die X-RAY-Instrumente arbeiten mit der Réntgenfluo-
reszenzanalyse (RFA). Die RFA eignet sich perfekt fir
Materialanalyse und Schichtdickenbestimmung. Das
universelle Verfahren deckt praktisch alle Metalle ab.
Weitere Vorteile: Es arbeitet zerstdrungsfrei und beriih-
rungslos. Alle Messungen lassen sich schnell und ohne
aufwendige Probenvorbereitung durchfihren.

Zu jedem FISCHERSCOPE® X-RAY-System bietet Fischer
eine Reihe von Detektoren, Optiken, Filtern und Messti-
schen an. Dariiber hinaus lassen sich Funktionen wie Bil-
derkennung oder programmierbare Messungen bereits

fir den manuellen Betrieb implementieren.

Als Komplettldsung umfasst FISCHERSCOPE® PCB
Automation alle Bearbeitungsstationen inklusive Hand-
lingsystem, Pufferspeicher und Schnittstellen zu vor- und
nachgelagerten Produktionsbereichen. Damit avanciert
die Fischer Innovation zum idealen System fir alle Lei-
terplattenhersteller, die mit Hilfe von Automatisierung
und Digitalisierung ihre Prozesse effizienter gestalten
und ihre Qualitat steigern wollen.

[—

SCHICHTDICKE
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Werkstoffprifung

Materialversagen kann fatale Folgen haben.
Deshalb missen Werkstoffe und ihre Verarbei-
tung auf Sicherheit, Zuverlassigkeit und Langle-
bigkeit gepriift werden.

Wenn im Stahlbau die Gite von Schweif3nghten
oder wenn an Tanks die Beschichtung oder an
Flugzeugen die Ermindung von Aluminiumstruk-
turen geprift wird — Messtechnik von Fischer ist
gefragt und bewdhrt.

20
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FERITSCOPE® FMP30

Uberall dort, wo austenitische oder Duplex-Stéhle Hitze,
aggressiven Medien und hohem Druck standhalten
missen, spielt der Ferritgehalt eine entscheidende Rolle.
Besonders bei Messungen vor Ort in Chemiewerken,
Energiebetrieben und verfahrenstechnischen Anlagen
kommen die Vorzige des Fischer-Handgerdts deutlich
zum Tragen. Fir das FERITSCOPE® FMP30 sind ver-
schiedene Sonden verfigbar, mit denen Sie den Ferrit-
gehalt auch an schwer zugdnglichen Stellen verlésslich
bestimmen.

Mit dem magnetinduktiven Verfahren kann der Ferritge-
halt zwischen 0,1 und 80 %Fe oder im Ferritnummern-
bereich von 0,1 bis 110 FN einfach und schnell vor Ort

gemessen werden.

SIGMASCOPE® SMP350

Zur Messung der elekirischen Leitféhigkeit von Nichtei-
senmetallen bzw. nichtmagnetisierbaren Metallen wie
z.B. Aluminium, Kupfer und auch Edelstghlen nach dem
Wirbelstromverfahren. Zudem lassen sich Gber die
ermittelte Leitfahigkeit Rickschlisse auf die Harte und
Festigkeit warmebehandelter Werkstoffe ziehen. Auch
Hitzeschdden und Materialermidung kénnen festge-
stellt werden.

POROSCOPE® HV5, HV20 und HV40
Zum Auffinden von Poren und Fehlstellen,
Rissen und Fremdkérpereinlagerungen in Auskleidun-
gen und Beschichtungen aus Email, Lack, Gummi und
Bitumen, auch in Behdltern aus GFK oder anderen
Kunststoffen.

WERKSTOFFPRUFUNG

FERITSCOPE® FMP30: Ferritgehalt-

messung an Schweif3ndhten

Messung der Leitféhigkeit von
Aluminium
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Nanoindentation und Scratchprifung

Die hohen Anforderungen der modernen Oberfldchen-
technik — sehr harte, sehr diinne oder viskoelastische
Beschichtungen und Werkstoffe zu charakterisieren —
machen entsprechend leistungsfahige Messverfahren
und -systeme erforderlich.

Die Messgerdte fir Nanoindentation und Scratchpri-
fung von Fischer messen dort, wo klassische Messver-
fahren an ihre Grenzen stoBen — im Nanometerbereich
— schnell, prazise und effektiv.

FISCHERSCOPE® ST200 & ST30

Das FISCHERSCOPE® ST200 und ST30 sind die ersten
automatischen ScratchTest-Systeme von Fischer zur Cha-
rakterisierung von harten und weichen Oberflachen-
beschichtungen. Prisfen Sie die Adhésions- und Koha-
sionsfestigkeit. Die Gerdte eignen sich ausgezeichnet
fir Scratch-Untersuchungen in der Entwicklung, in der
Qualitatssicherung, in der Eingangskontrolle und in der
Fertigungsiberwachung. Das ST200 hat einen Kraftbe-
reich von 0.5N bis zu 200N. Dadurch ist das ST200
hervorragend fir die Messung von Hartstoffschichten
wie PVD oder CVD geeignet. Das ST30 arbeitet in
einem Kraftbereich von 0.01N bis zu 30N und kann
Scratch-Prifungen auf weicheren Beschichtungen aus
Polymeren oder Lacken durchfihren.

Fir die optische Auswertung verfigen die Gerdte iber
ein hochauflésendes Mikroskop, das bei Bedarf mit
bis zu 3 Objektiven ausgestattet werden kann. Unter-
stitzend konnen auch die akustischen Emissionen, die
Tangentialkraft und die Eindringtiefe erfasst werden.

Produktiibersicht



Nanoindentation-Messsysteme

Bedienerfreundliche und leistungsféhige Messsysteme
zur prazisen Bestimmung der Martensharte nach dem
Kraft-Eindringtiefen-Verfahren. Zudem kénnen weitere
wichtige Parameter wie z.B. die Vickersharte, das elas-
tische Eindringmodul oder das Kriechverhalten von
Werkstoffen ermittelt werden. Haupteinsatzgebiete sind
Lackschichten, galvanischen Schichten, Hartstoffschich-
ten, Polymere, Metalle und Beschichtungen auf Glésern.

FISCHERSCOPE® HM2000

Die HM2000-Baureihe verfigt Gber einen Prifkraftbe-
reich von 0,1 = 2000 mN und eine Wegauflésung von
weniger als 100pm. Das HM2000 S bietet als Stativ-
ausfihrung den Einstieg in die Nanoindentationmes-
sung und ist fir einfach positionierbare Messobjekte
sehr gut geeignet. Fir einen automatisierten Messablauf
steht das HM2000 mit programmierbarem XYTisch und
motorischer Z-Achse zur Verfigung. Fir beide Varianten
sind Systeme zur Schwingungsd@mpfung und verschie-
dene Proben-Positioniervorrichtungen erhaltlich.

Brillengléiser: kratzfeste Schutz-
schichten

PICODENTOR® HM500

Mit dem HM500 lassen sich die Martenshdarte, elasti-
sche KenngréBen und andere Werkstoffparameter auch
im Nanometerbereich bestimmen. Durch die hochprazi-
se Wegauflésung im Pikometerbereich und die Krafter-
zeugung bis auf wenige Mikronewton kénnen ultradiin-
ne Schichten oder Oberfléchenbereiche beziglich ihrer
mechanischen Eigenschaften charakterisiert werden.

Sehr diinne Beschichtungen auf Sensoren, Glasern und
Datentragern, ionenimplantierte Oberfldchen und Mat-
rixeffekte in Legierungen gehéren zu den typischen

Anwendungsgebieten des HM500. Mit einem hoch-
prazisen, programmierbaren XYTisch zur Probenpositi-
onierung, aktivem Schwingungsd@mpfungstisch und
geschlossener Messkammer ist das HM500 sowohl
fir wissenschaftliche Fragestellungen im Labor als auch
zur Prozess- und Qualitatskontrolle in der Fertigung
einsetzbar. Um kleinste Materialverdnderungen im
Nanometerbereich sichtbar zu machen, kann das
HM500 optional mit einem AFM (Atomic Force Micro-

scope) erweitert werden.

Wafer: Hértebestimmung an der

Goldbeschichtung

\V/
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Sonden

So vielfaltig wie die Messaufgaben im industriellen
Kunden-Umfeld ist auch das Angebot an Sonden von
FISCHER. Diese sind hochprézise und optimal auf die
unterschiedlichsten Messaufgaben abgestimmt. Selbst-
verstandlich bietet FISCHER eine umfassende und kom-
petente Beratung zur Wahl der richtigen Sonde passend
zur jeweiligen Messaufgabe.

Fir das Wirbelstromverfahren wurden Sonden entwi-
ckelt, die bei gekrimmten Messobjekten den Krim-
mungseinfluss kompensieren kénnen. Auch unterschied-
liche Leitfahigkeiten des Grundmaterials, wie z.B. bei
Aluminium, kénnen dank einer patentierten Leitfhig-
keitskompensation bei allen Wirbelstrom-Sonden aus-
geglichen werden. Damit kénnen zeitaufwendige Kali-
briervorgénge vor Ort auf dem tatsdchlichen Grundma-
terial vermieden und trotzdem eine sehr hohe Richtigkeit
erreicht werden.

e
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Sonden fir spezielle Anwendungen
Immer wieder tauchen besonders herausfordernde Mes-
saufgaben auf, fir die nur eine spezielle Sondenlésung
prazise Messergebnisse liefern kann. Deshalb entwi-
ckeln Experten von FISCHER bei Bedarf individuelle
Sonderkonstruktionen, um ein Maximum an Wieder-
holprézision und Richtigkeit bieten zu kdnnen.

Hohlraumsonde V3FGAOG6H fiir die Messung
von KTl-Beschichtungen in schwer zugéng-
lichen Hohlréumen. Dadurch wird die Zersts-
rung z.B. von Karosserieteilen hinféllig
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Zubehor und Kalibrierung

Zubehor

Umfangreiches Zubehér ergénzt das Produktsortiment
von Fischer. Manuell und motorisch angetriebene Stati-
ve, Probenhalter in den unterschiedlichsten Bauformen, =]
Schutzhiillen fir Gerdte, Adapter und vieles mehr, was

den taglichen Einsatz erleichtert.

Spezielle Lésungsmesszelle fir die
schnelle und einfache Analyse galvani-
scher Bdder

Halterung fiir Querschlifforoben mit
einem Durchmesser von 20, 30, 40 oder
50 mm

Motorisches Stativ zur automatisierten,
reproduzierbaren Positionierung der Sonde
auf der Probe, wodurch eine deutlich
verbesserte Wiederholprdzision erreicht wird

Handgelenkshalter fir MPOR-FP Geréite
zur Einhandbedienung

Kalibrierung und Zertifizierung

Zusatzlich bietet FISCHER ein breites Sortiment an Kali-
briernormalen fir die jeweiligen Messverfahren. Dazu
gehdren auch komplette Kalibriersétze fir unterschied-
liche Applikationen.

FISCHER ist gemaf DIN EN ISO/IEC 17025 als Kalib-
rierlabor fir Flachenmasse zugelassen. Damit kénnen
zertifizierte, riickfihrbare Kalibriernormale fir viele
X-RAY Anwendungen angeboten werden.
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SERVICE

FISCHER weltweit

Wer in einer globalen Welt erfolgreich sein will, muss
die Anforderungen und Wiinsche seiner Kunden ken-
nen. FISCHER versteht sich als Partner seiner Kunden
und legt deshalb gréBten Wert auf hervorragende Bera-
tung und enge Zusammenarbeit. Darum ist FISCHER
mit eigenstandigen Unternehmen und qualifizierten
Vertriebspartnern weltweit prasent, auch in lhrer Néhe.

Service
Guter Service und effiziente Unterstitzung der Kunden
sind fur FISCHER ebenso wichtig wie technisch ausge-
reiffe und innovative Produkte. Deshalb verfigt FISCHER
weltweit Gber ein enges und hervorragend ausgebau-
tes Servicenetz mit hochqualifizierten Mitarbeitern.
Mit umfangreichen Leistungen, wie Inbetriebnahme,
Wartung, Schulung, Kalibrierservice und.. und.. und..,
unterstitzt FISCHER Sie in allen Belangen rund um lhre
Messgerdte und deren Einsatz. So wird dafir gesorgt,
dass die Zuverlassigkeit und Prézision von FISCHER-
Produkten erhalten bleiben. Weltweit.

Dem hohen Anspruch an Qualitdt und Kundenzufrie-
denheit entsprechend, ist FISCHER nach DIN EN ISO
9001 zertifiziert.

© Tochtergesellschaft
@ Handler
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Applikationslabore

Anspruchsvolle Messaufgaben erfordern immer mehr
qualifizierte Anwendungsberatung. FISCHER tragt die-
ser Anforderung durch die Einrichtung von Applika-
tionslaboren an verschiedenen Standorten weltweit
(z.B. in Deutschland, Schweiz, China, USA, Indien,
Japan und Singapur) Rechnung.
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Schulung und Seminare

Damit Sie von den hochwertigen FISCHER-Produkten
maximal profitieren kénnen, geben lhnen die Experten
von FISCHER ihr Anwendungs-Know-How gerne weiter.
Angefangen bei Seminaren und Trainings zu messtech-
nischen Grundlagen, iber die optimale Nutzung der
Gerdte bis hin zu Experten-Symposien zu speziellen
Themen.

27



Global Sales
Global Application
Global Service

www.helmut-fischer.com

ct to change without notice.

Headquarters: g
Helmut Fischer GmbH 2 g
Institut fir Elektronik und Messtechnik 8 3
Industriestrafie 21 2 ¢
71069 Sindelfingen, Germany g &

i5|:hE|—®




